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OZET

Imalati yapilan is parcalarmin yiizey piirtizliiligii, bu elemaniarin yataklama ve aginma tzelliklerinin incelen-
mesi ile malzeme yorulmasi icin son derece Snemlidir. Yiizey kalitesini degerlendirmek ve matematiksel
bitytklitklere (parametrelere) gevirmek igin piriizliilik 6l¢timieri yapilir. Piriizlalik &lgtimlerini deger-
lendirmek maksadiyla Olgiilen profilde piriizlilik, form ve dalgahlik sapmalan birbirinden aynilir.
Giintimiizde bu Slgtimleri yeterli dogrulukta, hassasiyette ve kisa siirede gerceklestiren cihazlar, temash
lelim yapan indiktif problu vizey piirtizliliik ¢cthazlandir.

PiiriiZltlitk letiminiin dopru ve hassas vaptlmasinin yaninda hangi piriiziiiliik parametrelerinin kullanta-
caginin dogru tespiti ve bunlarm dogru deZerlendirilmesi gerekir. Yiizey piriizlilik parametreleri, genlik,
dalgaboyu(yatay) ve hibrid(karma) parametreler olmak tizere {ice ayrihir. Yaygin olarak kullamlan piirtizliifiik
parametreleri ISO 4287, ISO 13565-2 ve Fransiz otomotiv endiistrisinde kullamilan CNOMO E 05-015'de
tanimianmaktadir.

Bu bildiride piirtiziiligiin ne oldugu, form ve dalgaliliktan farks, ptiriizlitlik 6l¢tim cihazlarinm dogru ¢ahisip
calismadi@imin tespiti, kalibrasyon faktdriiniin gikarithisy, izlenebilirligin nasil saglandigs, pum?luluk paramet-
relerinin se¢imi ve anlamlari lizerine bilgiler verilecektir.

Anahtar Sozciikler: Piriizliilik ol¢timii, ptrtzlilik parametreleri, kalibrasyon, izlenebilirlik
1. GiRis

Dogada hemen hemen higbir cismin yiizeyi tam olarak diiz degildir. Diiz oldugunu zannettigimiz yiizeylerde,
daha ayrinttli bir inceleme imkant bulmus olsak yeni ylizeyset sapmalar farkedebiliriz Imalat sanayi tizerinde
yogunlagirsak, Ornegin bir motor krank mili yiizeyi son derece parlak ve piiriizsiiz griniimlidir. Ancak bir
plirlizliitiik 6lgiim cihaziyla incelenirse yiizey sapmalars biyiitiiferek goriiliis. Bu sapmaiar calisan makine
pargasinin fonksiyonu lizerinde dnemli etkilere sahiptir. Bu sebeple hassasiyetle 6icitimesi gerekir. Endiistride
bu konuda yaygm olarak kullantian cihazlar igne uglu inditktif pirtizhilitk 6lclim cihazlaridir. Cihazlardan ali-
nan verilerin dogru deerlendirilebilmesi ve faydal hale gelebilmesi igin de piiriizliiliik parametrelerinin segi-
minin bilingli yapilmas: gerekmektedir Bu cihazlann izlenebiliriigi, gelismis cihazlarda derinlik standard
(veya hassas kiire), pliriiztiltk standardi, daha basit cihazlarda ise sadece piiriizliliik standardindan saglan-
maktadir.
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2. YUZEY PURDZLULUGUNDN OLCULMES]

Giinfimiizde piiriizitilik digtimiinde en vaygin olarak kullanifan cihaz igne uglu mditktif pirtizlifik slotim
cihazidir, Sekil 2.1'de bu cihazin ana parcalart gdrillmektedir. Cihazda "pikap” denilen elemanin icinde, ug
yuvarlakitk yarigapi gok kiigiik (Genelde 2 veya § um) olan bir elmas uclu igne bulunur. Pikap sabit hizl bir
hareket Gnitesi yarcimiyla yizey iizerinde hareket ettirilivken igne tepe ve gukurlan takip ederel diigey bir
hareket yapar, Bu hareket indiiktif olarak elektrik sinyallerine doniistiiriiliir. Daha sonra bu sinyalfer istenirse
elektriksel filtrelerden gecirilerek dalga bovyuna gére ayrilmaktadir (Bolim 3'te anlathiyvor). Sekd 2.1'de
goritlebilecegi gibi bazy pikaplarda igneden baska ylzeye temas eden ikinci bir eleman daha buiunur. Papug
veya baski elemani denilen bu parga, yuvarlaklik yaricapr ifneye gore ¢ok biiyiik (drnegin 25 mm) olan bir
metal kiire veva silindirdir. Gorevi, yiizeydeki genis dalgahibk veya form sapmalarimin igine girerek bu sap-
malar piiriizlilitk degerlendirmesi disma ¢ikarmaktir, Bu papug mekanik filitre gorevi goriir. Olgiilen profili
farklr algifanmasma sebep oldugundan zorunluluk yoksa kullamlmamalidir.
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Sekil 2.1 1gne vglu indiktif pikap
igne uclu indiiktif pliriizliitik 8lgim cihazlarnm avantajlar:

1. Su anda, standart ve standart olmayan viizey parametrelerini hesaplayip veren yegane cihazlardir.
2. Yiuksekligi .01 pm'den 1000 wm'ye kadar olan yitzey dizensizlikleri &lclilebilir

~

3. Plrtzlilik ve dalgalibk hatalarinm dleiimii mimkiindir.

[gne uglu indikif purgzlulik cihazlarmin dezavantajlar:

Olclimiin 2 boyutlu olmast. 3 boyutlu gériintii elde edilebilmesi ancak kabaca miimkiin {paralel taramayla)
Degerlendirme uzunlugu 0.4 ila 40 mm arasindadir. Yani yiizeyin kiigiik bir alam taranmaktadir.

{gne ucunun geometrisi dlctim sonuclarmi etkiler. Cok keskin piirtizler, catlaklar, kiigiik gdzenekler tespit
edilemediginden belli bir hata olugsmaktadir. Optik prob yardimiyla hassas inceleme yapiiabilmesine
ralimen, optik probun da kendine has dezavantajlar: vardir. '

4. Olctiny siiresi (yaklasik 15 s) seri firetim igin uzun bir siiredir.

L B3 —

Tiim dezavantajlarma ragmen ifne uglu indiktif cihazlar metrolojide lider konumdadin,
3. YOZEY SAPMALARININ BIRBIRINDEN AYRILMASI

Yiizeysel sapmalarini oldugu gibi gérmek ¢ogu zaman faydali olmaz. Bu noktada en 6nemli sey yiizey sap-
malarim dalga boylarma gore birbirinden ayiwrmaktir. Zira her dalga boyundaki yiizey sapmasi, makine
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elemani viizeyinin fonksivonu tizerinde farklt etkiye sahiptir, Yiizey sapmalarmi birbirinden ayumak igin
dncelikle incelemek istedigimiz dalga boyu araligin belirlememiz gerekir. Bu maksatla sinir dalga boyu Ac
(cut off) kavrams kullamli. Bu kavramla, mesela dalga boyu 0'dan 1 mm'ye kadar olan sapmalari gdrmek
istivorsak Ac = 1 mm seklinde belirtmeliyiz. Genel kabullere gore 3 tip yiizey sapmasi vardir: Plriizliilik, dal-
galilik ve form (Sekil 3.1). Bu aymiim izafidir. Ornegin bir kigive gore dalgalibk olarak belirlenen sapmalar
baska bir kisiye gore piiriizliiliik olarak isimlendirilebilir. Ancak makine eleman: yiizeylerini dislinirsek
kabaca style bir ayirim yapulabilir:

& Form hatasinin uzunlugu, genliginin yaklasik 1000 kati mertebesindedir .
e Dalgaiilik uzunlugu, genliginin yaklasik 100 ila 1000 katr mertebesindedir .
e Puriiz uzunludu, genliginin yakiasik 5 ila 100 kati mertebesindedir

Eger yiizeydeki bir sapmanin uzunlugu, genliginin S katmdan az ise, bu sapma atlak veya gbzenekiiy. Bu tipte-
ki istisnai sapmalar piiriiz sinifina girmez ve dlglilmez. Ancak fark edilemezlerse sonuglart etkileyebilirier.

Form hatast uzuntugu (Suuf 1)
e A
e )
Piirtiz uzuniugu Dalgaiilik uzuntudu (Smif 2) -
(Swuf 1} P
Pirtiz uzuntufy (@ il

{Simf 4)

Sekil 3.1 Tum yiizey sapmalarmin bir yiizeyde beraberce buiunmas: '

jane uclu indiiktif cihazlarda piriizlilik, dalgalihik ve form sapmalari elektriksel filtrelerle ayrlhr (sekil 3.2).
Piiriizliilitk cihazlarinda iki tip elektriksel filtre meveuttur; plriizliilik fiftresi (high-pass) ve dalgahlik filtre-
si (low-pass). Puriiziiiliik filtresi, Ac'den kiigik dalga boyuna sahip sapmalari gegirir (plriizlitlitk), dalgaliitk
filtresi ise Ac'den bilyiik dalga boyuna sahip sapmalar gegirir (dalgakilik ve form). Ayrica gelismis cihazlar-
da piiriizliiliik 8lgiimlerinde kullanilan diger bir filtre de As'tir. Bu filtre low pass filtre gibi davranarak elekt-
riksel veya mekanik giiriiitiiyii siizer. Sekil 3.3'de ise, filtrenin sapma genlifini gegirme orannn, dalga boyu-
na bagh olarak degisimini gdsteren grafik gortilmektedir. Dikkat edilirse gegirgenlik grafigi basamak fonksi-
yonu seklinde degil egri seklindedir. Giinlimiizde genel kabul goren elektriksel filtre ISO 11562:1996'da
tanunlanan faz diizeitmeli filtredic.
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Sekil 3.3 Bir pirtizlilik filtresinin genlik gegirgenligi-dalga boyu diagrami

4. [GNE UCLU INDUKTIF YUZEY OLCUM CIHAZLARININ VERIFIKASYONU,
KALIBRASYON VE IZLENEBILIRLIK

[gne uclu indiiktif yiizey dlglim ve cihazlarinda diciilen degerlerin dogruiugu iki temel unsurdan etkilenir:
Cihazin biitlin olarak hassasiveti, cevresel etkiler. ¢

Bunlarin disinda kullanilan pikap igne ucunun formunun bozuklugu dlglimil etkileyebilecek diger bir unsur-
dur. Bu yiizden pikap igne ucu zaman zaman kontro! edilmelidir.

4.1. Kalibrasyonda ve verifikasyonda kullanilan standartiar:

Plriizlitliik dlgitm cihazlarinin verifikasyon ve kalibrasyonundz kullanilan standartlar iice ayrilirlar: Derinlik
standardi, geometrik standart ve piiriizliilik standard:. *

Derinlik standard: (Depih Setting standardsj. Derinlik standardi, lizerindeki oluk derinlikieri diisiik belirsiz-

likle (% 1) bilinen bir veya daha ¢ok sayida oluk iceren tabletlerdir. (Sekil 4.1ve 4.2). Bazi cihazlarda derin-
lik standard: yerine ¢ap1 diistik belirsizlikle bilinen ve formu iyi olan metal kiirede kullani.
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Oluk desinlige
~ 03um
~ 05um
~ i am
~  35um
~ HBum
~ 130 pum

Sekil 4.1 Cok oluklu derinlik standard: Sekil 4.2 Yaygin olarak kullanilan iki olakiu derintik standardi

Geameltrik siandartiar. Siniisoidal, ficgensel veya trapezoid gibi di':zgijn nrofile sahip standartlardir
(Sekil 4.4 ve 4.5).
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Sekil 4.4 Geometrik standart PGN : Sekil 4.5 Geometrik standart

Piirtizliiliik standartiary: Diizensiz yiizey profiline sahip standartiardir (Sekil 4.6 ve 4.7). Her lc (Cut-off)
uzunlukta tekrarlanan rastgele sapmalardan olusur. Almanya Ulusal Metroloji Enstitiisit (PTB) tarafindan
gelistirilmis olan piriizlilik standartlari, dalgaliik ve piirtiziiilik bilesenlerini iceren, degisik dalga boyu,
genlik ve fazlarda yiizey yapitarina sabiptir. Piirtizliilik standartlar pahalr standartlar olmasina ragmen gergek
yiizeyiere ¢ok yakin oldugundan, geometrik standartiardan daha iyi bir kontrol saglarlar.
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Rg: 0.2 05 15 {um)
R0 15 3 Bh (um)

Sekil 4.6 Pirfizliifiik Standard: Sekil 4.7 Piirdizlitltk standard:

4.2. igne uclu indiiktif yiizey dlgme cihazimin biitiin olarak hassasiyeti:

Gelismig cihazlarmn verifikasyonu ve kalibrasyonu, derinlik standards (veya hassas kiire) ve piirlizliiliik stan-
dardiyla yapiimaktadir. Nisbeten daha basit cihazlarda ise sadece piiriizliiliik mastar: yeterlidir. Bu tip cihaz-
larda cihazin iizerindeki basit bir ayar vidasindan ayar yapilarak istenilen deger bulundugu icin genellikle
-verifikasyon ve kalibrasyon islemi bir arada yapil.

4,2.1. Cikazin verifikasyonu:

Piirtizliliik &lciim cihaziarinda oleiime bastamadan &nce mutlaka verifikasyon istemi yapilmalidir.
Verifikasyonda kullantlan standardin sertifikasinda verilen degeri bulunamazsa cihaz kalibre edilmelidir.
Cihazm piiriiziiilik parametrelerini dogru 8lglip dlgmedigini kontrol etmek icin "Geometrik Standart” veya
"Pririiziiitiik Standardi” kullantir, Standart tizerinde cizili dikdsrtgen Slgme bélgesinde en az 3 Slgiim alnp,
ortalamasi hesaplanir. Eger Slgiilen parametreler referansin sertifikasinda verilen parametrelerle aym veva
yakn bir deger degilse (Sertifikada belirtilen belirsizlik degeri sintrlan icerisinde degilse) "derinlik standard1”
ile cihaz tekrar kalibre edilir. Pikap veya igne degistirildikten sonra da bu standartlar ile verifikasyon yaptl.

-

4.2.2, Cihazin kalibrasyonu:

Gelismis cihazlarm (Mahr Pertometer Concept, Mitutoyo Surftest SV-500 vb.) kalibrasyonu yaygm olarak
kullanilan derinlik standard: {depth setting standard) ile yapihr. Eger derinlik standardr tizerinde ¢ok sayida
oluk varsa (Sekil 4.6) piiriizliiliiini Slgmek istedigimiz ylizeyin Rz parametresine en yakin derinlige sahip
olukla cihaz, vazilhim ozelliklerine gore, kalibre edilebilir. Baz1 cihaziarda (Taylor Hobson firmasi tiretimi
cihazlar) ise capi diisiik belirsizlikle bilinen ve formu diizgiin olan bir kiire ile bu iglem pratik bir sekilde
yapilabilir.

4.3, Cevresel Etkiler:

Gelismis ve laboratuvar ortamnda kullanlan cihazlarda gevresel etkilerin olgtime katkist dnemlidir. Bu etki-
lerin (titresim, mekanik veya elektiriksel giiriiltiiler vb.) tesbiti igin Rz degeri bilinen ve ylizey diizgiinligu
ivi olan optik cam kullansabilir. Bu cam tizerinden alman Rz Slgiimleri bize mekanik ve elektiriksel giiriiltiiyi
VETIf.

Titresimleri minimum diizeyde tutmak igin 8igtim devresi miimkiin oldugunce kisa olmalidir. Ayrica masada
antititresim elemanlar1 kullanilabilir.

189




4.4. izlenebiliriik:

Piriizliiliik dlgtimlerinde izlenebilirlik derinlik standard: ve plriizliilitk standard: izerinden saglanir. Cihaz
derinlik standardiyla kalibre edildikten sonra derinlik standards tekrar Slctilerek, laboratuvarda o andaki ortam
sartlarinin etkisini belirten bir kalibrasyon faktdrii hesaplanir. Bundan sonra yapilan piiriizliliik slgiimlerinde
bulunan tiim diisey parametreler bu kalibrasyon fakidrityle carpilw.

UME'de yapilan plriizlilék dlgtimlermin dogrulugunun kontroll igin diger ulusal metroloji enstitiileri ile
karsilastirma Bleéimleri yapumaktadir. Bu savede en cok kullanilan parametreler ve oleiimde kullanilan
vazilimin kontrolii yapilir,

Bu 8l¢iimlerden sonuncusu Mayis 2000 tarihinde PTB (Almanya Ulusal Metrololi Enstitiisti) ile yapilmistr,
Iki enstitiiniin de sonuglar birbirine ¢ok yakin ¢ikmistir. Ayrica bu yil yapilacak olan uluslar arast yiizey
piiriizlitlitk karsilastirmalt Sleiimlerine katthmmast plan]anmistin, Eyltl 2001 tarihinde UME hem derinik hem
plriizlitlik ve hem de pirtzliilik ¢lgim cihazi yazihmy ile bu karsilastirmaya katilacaktir.

5. PURUZLULUK PARAMETRELERI (ISO 4287(1997))

Yiizey vapist deferlendirmest genellikle iki boyutta yapilir. Yiizeyin, en biiyilk sapma dederlerini verecek
dogrultusunda bir profil ¢ikanlir. Genellikle profil yiizeye diktir. Parametrenin ilk harfi degerlendirmenin
hangi profilde yapildiint gosterir. Bu harfler ve kuilanilan bazi terimierin tanimi sirasiyla séyledir:

-P Primer profil
-R Piiriizliiliik profili
-W Dalgahlik profili

Grergek yiizey: Cismi ¢evresinden ayiran yiizey.

Yiizey profili: Gergek viizeyin belirlenen bir diizlemle ara kesitidir.

~s profil filtresi: Plrlizliilok ile pirtziilikien daha kisa dalga boytu sapmalart ayiran filtredir.

he profil filtresi: Plrtzlidtk ite dalgalihk sapmalarini ayiran filtredir,

wf profil filtresi: Dalgahhik ile daigaliliktan daha uzun dalg;l boylu sapmalars ayiran filtredir.

Primer profil: Toplam profilden, As filtresivle ¢ok kisa dalga boylu sapmalar ¢ikarldiktan sonra elde edilen

profildir.

Pitriizlilik profili: Primer profilden, Ae filtresiyle uzun dalga boylu sapmalar ¢ikanldikian sonra elde edilen
profildir.

Dalgahilik profili: Primer profilden, Ac filtresiyle kisa dalga boylu sapmalar, Af filtresiyle de uzun dalga boylu
sapmalar ¢ikarildiktan sonra elde edilen profildir.

Numume wzuniugu Ip. Ir, bw : Yiizey yapist deferlendirmesi igin esas olan uzygiuktur. Ir = Ac, hw = Af ve
lp = In olarak segilir.

Degerlendirme uzunlugu In . Bir veya daha fazla numune uzunlugundan olusan mesafedir. Genelde 5 numune
vzunlugundan clusur,

Pirizlulik profili icin ortalama ¢izgi: ke filtresiyle profiiden ¢ikarimis olan wzun dalga boylu profil
bileseninin(sapmasimnin) ifade ettigi ¢cizgidir.

Dalgalilik profili icin ortalama cizgi: A filtresiyle profilden ¢ikarnimig olan wzun dalga boylu profil
bileseninin{sapmasinin) ifade ettigi ¢izgidir.

Primer profil icin ortalama ¢izgi: Primer profilin nominal sekline en kug:u}\ kareler metoduyla uyduruimus
clan gizgidir {Sekil 5.1).
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f Gergek Profil

ortaiama cizgi

1 | )

e

Sekii 5.1 Ortalama ¢izgi

5.1 Profil sapmalarimnin aritmetik ortalamas: Pa, Ra, Wa : Bir numune uzunlugunda tammlanir. Profil yiik-
sekliklerinin ortalamasidir. z(x) ortalama ¢izgiden 6lgiilen profil yiksekligi (ordinati), I numune uzunfugudur

(Sekil 5.2}
Sekil5.2 Profilin herhangi bir noktasinn diisey koordinati

: /’;(;?\ Ortalama Cizgi

Pa, Ra,Wa = -1~ ji z(x) i dx | = 1p, ir, Iw
I

Ra en ¢ok kulfanilan parametredir. Yiizey hakkinda genel bir fikir verir. Ancak, ok farkls yapidaki iki yiizey
" ayni Ra degerine sahip olabilir (Sekil 5.3). Ra'nin diger isimleri CLA ve AA'dir,

?;2%2;;%%2222; Rmax 10 1m

Ha = 13um Ra=1.1um

Rmax
Jum

Bnax 10 pm Bmzx 3um " Remax 10 Hm ‘ Fmax 10um
Ry 15um Ry t1.2am R, + 25um Ra 25um

Sekil 5.3 Farkli karakterdeki ylizeyler yakin Ra degerine sahip olabilir
5.2. Maksimum profil yiiksekligi Pz, Rz, Wz
Bir numune uzunlugu icindeki en yiiksek ve en derin noktalar arasindaki ylikseklik farks (Sekil 5.4). ISO

4287/t (1984)teki Rz parametresinin farkhi anlama geldigi unutulmamalidir. Rz(1997)=Rzi(1984)
seklindedir. (Primer profilde filtre kullaniimadigindan degerlendirme vzuntugu numune uzunluguna esittir, bu
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sebeple Pz = Pt'dir). Uygulamada degerlendimme uzuniugu iginde Rz degeri tanimlanmak istenirse S tane
numune uzunlugunda hesaplanan Rz degerinin ortalamast alinir. Bu duremda tek bir istisaai piiriiz Ri'vi %100
etkilemesine ragmen Rz'yi sadece %20 etkiler. E@er istisnai piiriizlerin, parcanin verine getirdigi fonksiyona
etkisi yoksa (yataklar, birbiri lzerinde kayan yiizeyler, lgme yiizeyleri) kullanilmast faydalidir. Bu tip
pargalarda Ra ile birlikte kullanilan Rz parametresi en Snemli parametredir,

5.3 Maksimum piiriie derinligi Rzlmax (JSO 4288) : 5 tane numune uzunlugundaki Rz degerlerinin en
biiy(igli (Eski ismi Rmax'tar),

!

Rz

Numune Uzunlugu

Sekil 5.4 Max profil yitksekligi (Purtizlalik profilinde srnek verilivor)

5.4 Profilin toplam yitkseldigi Pt, Rt, Wt : Bir degc rlendirme uzunlugu i¢inde profilin en vuksek ve en alg ak
noktalarr arasmmdaki yitkseklik farke. Daima Pt > Pz Rt = Rz, Wt = Wz seklindedir.

5.5 Profil elemaniarmin ortaloma uzonlugu PSm, RSmi, WSm: Bir numune uzunlugunda tanmmlan:r (Sekil 5.5). _

PSm, RS WS.— 1— X5
JFom, Sm., m= ; Si

X5, Xs; X5,y ) Xe, N Xy ' Xs,

R

Numune Uzunkugu

Sekil 5.5 Profil elemanlarmm uzuniugu
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5.6 Profilin malzeme orant Pmr{c), Rmr(e), Wmr(e) : Bir "c" seviyesindeki malzemeyle dolu kisimlann
toplam uzunlugunun degerlendirme uzunjufuna oranidir (Sekil 5.6). mr(e) degerlerini birlestirirsek malzeme
orani edrist (Abbot egrisi) elde edilir.

MI{¢)
in

Pmr(c), Bmr(c), Wmr(c) =

- Crtalama Gizgi

\

0 20 40 60 100

Numune Uzuniugu R o), %

Sekil 5.6 Malzeme orani efirist

. :
mr(cynin saptanmasinda en nemli husus, ¢ koordinatinin baglayacagi referans seviyenin tespitidir. Referans
seviye, profilin en {ist noktas: olarak segilebilir. Veya endiistriyel uygulamalarda oldugu gibi mr{c)'nin %2
-veya %35 degerine ulastifn nokta segilebilir. Referans seviye dlglimlerde mutlaka belirtilmelidir, aksi halde
sonuclar etkifenir.

mr(c) parametresinin kultanim yeri: Profilin sekli hakkinda bir miktar bilgi verir (plato sekilli. keskin sirth,
yuvarlak sirth gibi). Yataklarda ve motor silindirinde aligma siireci ve agmma direnci tespitinde kullanibyr
(Rk, Rvk, Rpk parametreleri de ayni konuda kullanilir).

Asagidaki sekilden gdriildiigii gibi farkl karakterdeki yiizeylerde egrinin karakteri de degismektedir. Ornegin
keskin sirtli profilde aginma hizii olacaktir.

5.7 Lineer Malzeme Oram Egrisivle Yiikseklik Tan:mlamalar (ISO 13565-2 (1996 E)):

Malzeme orant egrisi ve parametreleri yitksek mekanik gerilimler alundaki ytizeylerin ¢aligma davranslatimin
degerlendirilmesine yardim etmek maksadiyla olusturulmustur (Sekil 5.7). Bu parametrelerin tanimlanabil-
rivesi icin malzeme orant egrisi "s" seklinde olmalidir. Bu edri "s" seklindeyse orta kismunda lineer bir bélge
olusur ve egri “lineer malzeme oram efrisi" adiny alir.

Yiizeyden disartya dogru fazla gikinu yapmus tepeler ve derin qukuriar harig tutufarak tanmmlanan plirtizliilik
profilinin yiiksekligi Rk olarak isimlendirilir. Cekirdek profilin Uistindeki tepelerin ortalama yiiksekligi
Rpk'dir. Aginma esnasinda zamanla kopacak kismi befirtir. Rpk degeri diiglik ise agmma direnci yiiksek olur.
Cekirdek profilin altindaki gulurlarin oralama yiiksekligi. Yataklarda Rvk derinlikteki kisum genellikle yag
ile doludur. Dolayisiyla bu parametre yiiksekse, yiizey yagy iyi tutar. :

Ornegin silindir gdmieklerinde Rvk'min biiylik olmast istenir. Mrl ve M2 parametreleri ise malzeme orant
edrisinin orta kisminda cizilen dogrunun mr=0 ve mr=100 dikmelerini kestigi noktalarin apsisleridir.
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Tammlamalar In boyunca vapilir. Bu 5 adet parametrenin kul §am[mas; icin Ac = 0.8 mm (veya bazi 6zel
durumlar igin Ac = 2.5 mm) olmas: tercih edilmelidir.
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Malzeme orant MI wween
sekil 3.7 Rk, Rpk, Rvk, mrl, msZ parametreleri

5.8, Moftif Parametreleri [SO 12085:1996:

Fransiz sanayisinde gelistirilmis olan motif metedu ve motif parametreleri yukartda anlatslaniardan oldukeca
farkhdir, Yiizey profili degerlendirilivken elektriksel bir filtre kullanilmamaktadir.

Motif: Ardistk olsun olmasm, iki yerel fepenin en yiiksek noktalar: arasindaki primer profil parcast
(Sekil 5.8). Bir motif sunlarla karakterize edilir:

a. Genel profil y6niine paralel olarak &l¢iilen uzunlugu ARI veya AWi
b. Primer profilin genel ydniine dik olarak &lgitlen iki adet derinligi H ve H,,; veya H
c. ki derinfikten kiigiik ofan '

wi ve j-}wj-é—]

- Plirtizigliik motifieri icin simir uzunluk degeri "A", dalgalibk motifieri igin siner uzuniuk degeri "B" ile gds-
terilir. Dikkat edilirse A ve B, ISO 4288'deki cut off yerine gegmektedir. Profilde en uzun motifler bulunmaya
calisihr. Motiflerin kenar noktalart (tepeler) diiz ¢izgilerle birlegtirilerek iist zarf ¢izgisi, yani dalgahiik pro-
fili olusturulmaktadir (Sekil 5.9). Elektriksel filtrenin yerini bu islem almistir. Piiriizlilik motiflerinin ortala-
ma uzunlugu AR, piiriizliilik motiflerinin ortalama dcnnh\pl R ve piiriizliiliik profilindeki dizensizliklerin
max derinlifi Rx parametreleri ile gdsterilir.
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7. SONUC

Yiizey piriizliligi olgtimieri, imalat sanayisinde 8nemii bir konuma sahiptir. Glivenilir ve dogru Slgiimler
elde edebilmek i¢in cihazin verifikasyon ve kalibrasyon isfemierinin dogru yaptimas: gereklidir, Verifikasyon
ve kalibrasyonda kullantlan standartlarmn, kullanim sikhigina gére yiizey piirtizliitiik degeri defisebilecegt igin,
kullanicinin karar verecedj belirti periyotiarla kalibre ettirilmesi gerekir. Yiizey piirlizlalagti dlgtimleri ortam-
dan ve olciim sartfarindan cok atkilenir. Bu sebeple dlgme diizeneginin mekanik ve elektriksel giirtiitiiden
ivice korunmasi gerekir. Olctim sonuglarinim karsifastiriimast gerekli oldugu hallerde, sadece ayni parametre-
ler ayn dlciim sartlart altinda karstlastirdmahdir. Bunlarin yaninda, yiizey hakkinda faydali bilgi edinebiimek
icin dogru parametrelerin degerlendirmeye alinmasi gereklidir. Piiriizliilik 8lglimiinde kullanilan ¢ok sayida
parametre mevcutiur. Bliim 5'te yaygin ofarak kuilanilan parametreler hakkinda bilgiler verilmektedir.
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